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In conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea
nr. 337/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul adopta urmatoarea

DECIZIE
Nr. ... ...
Data: ...

Prin contestatia nr. ... inregistrata la Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor sub nr. ... depusa de catre ... cu sediul
in municipiul ... ... ... avand Numar de Inregistrare la Oficiul
Registrului Comertului ... si Cod Unic de Inregistrare ... formulata
impotriva caietul de sarcini, elaborat de ... in calitate de autoritate
contractanta, cu sediul in municipiul ... ... judetul ... in cadrul

procedurii de licitatie deschisa online, pentru atribuirea contractului
de achizitie publica de furnizare, avand ca obiect ,Microscop
electronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru
fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si
lungimea de unda (WDS)”, cod CPV 38511100-1, 79632000-3, s-a
solicitat obligarea autoritatii contractante la anularea procedurii in
cauza si organizarea unei noi proceduri dupa refacerea continutului
caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:

- sa modifice specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini
astfel incat sa permita participarea cu sanse egale a oricarui
ofertant care poate sa ofere un echipament cu performante tehnice
echivalente sau superioare, respectiv sa se limiteze la specificarea
unor performante si cerinte functionale, lasand posibilitatea oferirii
mai multor solutii constructive;

- sa solicite ca documente insotitoare prezentarea autorizatiilor
speciale emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
Nucleare necesare pentru furnizarea si service-ul legal al
echipamentului solicitat, avand in vedere ca acest echipament intra
sub incidenta Legii 111/1996.

In baza dispozitiilor legale aplicabile,



CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

DECIDE:

In temeiul dispozitiilor art. 278 alin. (2) si alin. (4) din 0.U.G.
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, admite in
parte contestatia formulata de catre ... in contradictoriu cu ... si
dispune modificarea caietului de sarcini prin:

- eliminarea solicitarii ,La 30kV curentul de proba va trece de
300nA".

- corelarea dimensiunii platanului motorizat pe 5 axe cu
dimensiunile camerei de schimbare probe, avandu-se in vedere
motivarea prezentei.

In temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) si alin. (6) din OUG
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune
continuarea procedurii de atribuire, dupa efectuarea celor mai sus
dispuse, prin publicarea modificarilor impuse in SEAP si stabilirea
unui nou termen de depunere a ofertelor de minim 15 zile de la
publicarea modificarilor in SEAP.

Termenul de aducere la indeplinire a dispozitiilor prezentei
decizii este de 10 zile de la comunicare.

In temeiul dispozitiilor art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr.34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, respinge ca nefondate
celalalte capete de cerere formulate de contestator.

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea
contractanta, in conformitate cu dispozitiile art. 280 alin. (1) si alin.
(3) din 0O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere, in
termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

In luarea deciziei s-au avut in vedere urm3atoarele:

. a formulat contestatie impotriva caietul de sarcini, elaborat
de ... in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii de
licitatie deschisa online, pentru atribuirea contractului de achizitie
publica de furnizare, avand ca obiect ,Microscop electronic (SEM)
echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si
spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda
(WDS)”, cod CPV 38511100-1, 79632000-3, solicitdnd obligarea
autoritatii contractante la anularea procedurii in cauza si
organizarea unei noi proceduri dupa refacerea continutului caietului
de sarcini, dupa cum urmeaza:



- sa modifice specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini
astfel incat sa permita participarea cu sanse egale a oricarui
ofertant care poate sa ofere un echipament cu performante tehnice
echivalente sau superioare, respectiv sa se limiteze la specificarea
unor performante si cerinte functionale, lasand posibilitatea oferirii
mai multor solutii constructive;

- sa solicite ca documente insotitoare prezentarea autorizatiilor
speciale emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
Nucleare necesare pentru furnizarea si service-ul legal al
echipamentului solicitat, avand in vedere ca acest echipament intra
sub incidenta Legii 111/1996.

1. In fapt, contestatorul arata ca achizitionarea echipamentului
este cofinantata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -
FEDR, Axa Prioritara 2, Domeniul de interventie D 2.2, Operatiunea
O 2.2.1. iar proiectul autoritatii contractante a fost publicat pe site-
ul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica pe lista
proiectelor finantate pe Aria Tematica ENERGIE, ca anexa la Decizia
nr. ANCS nr. ..., anexata ca Document 1.

Contestatorul arata ca a incercat in repetate randuri sa
organizeze intalniri la sediul autoritatii contractante in vederea
prezentarii unor variante de echipamente care se aflau pe lista
achizitiei 1inaintata deodata cu proiectul, chiar impreuna cu
reprezentanti ai producatorilor de astfel de echipamente.

In particular, pentru echipamentul microscop electronic, au fost
prezentate diverse variante iar la solicitarea D-lui Prof. Dr. Ing. ...
...... , seful proiectului mentionat, au fost prezentate oferte pentru
doua tipuri de microscoape electronice, la data de 28 martie 2011
(copie atasata Document 2) si 18 iunie 2012 (copie atasata
Document 3), ambele la un pret inferior celui publicat in
documentatia procedurii de achizitie mentionate mai sus. Mai mult,
la data de 26 iunie 2012 a fost inaintata o solicitare oficiala in
vederea discutarii diverselor oferte inaintate de firma sa printre care
si ofertele de microscop electronic, solicitare la care nu s-a primit
nici un raspuns pana in prezent (copie atasata, Document 4).

Ca atare nu se poate sustine in nici un fel faptul ca firma sa ar
fi fost lipsita de interes in participarea la procedura de achizitie sau
ca autoritatea contractanta nu ar fi fost informata despre existenta
unor solutii tehnice echivalente sau superioare, chiar la un pret de
cost mai scazut.

Contestatorul mentioneaza faptul ca de la data prezentarii
ofertelor, a mai avut loc o singura intalnire la sfarsitul anului 2013,
la sediul autoritatii contractante, cu DI. Prof. Dr. Ing. ... ... ... care
practic a refuzat un dialog pe marginea ofertelor primite si a afirmat
ca stie alti furnizori care pot oferi echipamente mai performante si
oricum preturile la care societatea sa ar oferi echipamente
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echivalente ar fi mai mari.

2. Contestatorul precizeaza ca, prin incalcarea principiilor care
stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica enuntate in
art. 2 alin. (2) lit. a) si b) ale OUG 34/2006 si anume
nediscriminarea si tratamentul egal, precum si ale prevederilor art.
38 alin. (1) si alin. (2) din acelasi act normativ, autoritatea
contractanta a intocmit un caiet de sarcini care elimina posibilitatea
participarii la procedura a oricarui posibil ofertant cu exceptia firmei
care va oferi microscopul SU-70 produs de Hitachi High-
Technologies Corporation. Asa cum au fost definite in caietul de
sarcini ,Caracteristici de performanta si functionalitate" referitoare
la microscopul electronic sunt de fapt copia specificatiilor tehnice ale
microscopului SU-70.

Pentru demonstrarea sustinerilor sale contestatorul a atasat:

- copia caietului de sarcini publicat de autoritatea contractanta
cu sublinierea caracteristicilor copiate (Document 5, atasat),

- copia datelor tehnice oficiale publicate de producatorul Hitachi
High-Technologies Corporation pe website-ul propriu, cu sublinierea
caracteristicilor copiate in caietul de sarcini (Document 6, atasat).
Contestatorul mentioneaza ca in dreptul caracteristicii subliniate se
afla un numar pentru corespondenta usoara cu caracteristica copiata
in caietul de sarcini.

- copia brosurii oficiale a microscopului model SU 70 publicata
de producatorul Hitachi High- Technologies Corporation unde se afla
incercuit cu nota BR (Document 7, atasat, pag. 3) descrierea unui
tip de detector patentat, descriere gasita si in caietul de sarcini, fara
mentiunea sau echivalent.

In opinia contestatorului caietul de sarcini nu permite astfel
participarea cu sanse egale a oricarui ofertant care poate sa ofere
un echipament cu performante tehnice echivalente sau superioare,
deoarece nu se limiteaza la specificarea unor performante si cerinte
functionale relevante pentru un microscop electronic, ci impune o
anumita solutie constructiva patentata de firma Hitachi High-
Technologies Corporation.

3. Caietul de sarcini publicat contine greseli, marcate cu
semnul intrebarii in copia caietului de sarcini atasata (Document 5).

Astfel, contestatorul arata ca in caietul de sarcini se solicita:

a) ,De asemenea se va demonstra cd sistemul livrat este
capabil sa produca un curent de proba de la 10pA la 300nA la 30kV
astfel incat sa fie imbunatatite analizele EDS si WDS".

iar cateva paragrafe mai jos:

«In intervalul 10 pA sau mai putin si 200 nA sau mai mult la
15kV. La 30kV curentul de proba va trece de 300nA".

Pe langa faptul ca o data se cere ca 300 nA sa fie limita
superioara (prima exprimare) iar apoi sa fie limita inferioara (a doua
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exprimare), contestatorul face precizarea ca nici un producator de
microscoape electronice SEM cu tun de electroni Schottky, inclusiv
Hitachi High-Technologies Corporation, nu publica in datele oficiale o
astfel de limita. Majoritatea producatorilor publica o limita
superioara de 200 nA.

Deoarece nu se specifica in caietul de sarcini ca se accepta
declaratii pe proprie raspundere ale producatorilor care sa modifice
datele oficiale publicate pentru un anumit produs si mai mult, la
capitolul "3. Documente insotitoare" al caietului se specifica foarte
clar ca "Nu se vor oferta produse SEM prototip", rezulta ca limita de
300 nA este o greseala.

b) Contestatorul invedereaza faptul ca la capitolul ,,Marirea" al
Caietului de Sarcini (Document 5, pag. 1) se cere: ,Pe un ecran de
21 inci rezolutia este de padna la 2.000.000 X", precizand ca aceasta
este o greseala care poate duce la interpretari diferite, din moment
ce rezolutia nu este adimensionala iar propozitia citata mai sus nu
are nici un sens nici tehnic nici in contextul in care apare.

c) In legatura cu camera de schimbare probe (un accesoriu al
microscopului electronic), caietul de sarcini (Document 5, pag. 3)
mentioneaza caracteristici care nu sunt in concordanta cu restul
cerintelor tehnice.

Astfel, se cere:

.~Camera de schimbare probe tip air-lock care sa permita:
Diametru maxim probe prin air-lock: cel putin 150 mm
Inéltime maxim& probe prin air-lock: cel putin 25 mm
Diametru maxim probe prin deschiderea camerei principale: cel
putin 200 mm
Indltime maxim& probe prin deschiderea camerei principale: cel
putin 60mm".

In timp ce pentru platanul motorizat al microscopului pe care
se aseaza proba introdusa prin intermediul acestui accesoriu se cer
urmatoarele caracteristici: "Platan motorizat pe 5 axe complet
eucentric cu posibilitate de blocare mecanica pentru reducerea
eficienta a vibratiilor. Domeniu maxim de miscare pe axele XY sa fie
simetric.

Miscare pe X: cel putin 110 mm;

Miscare pe Y: cel putin 110 mm;

Miscare pe Z: cel putin 38 mm;

Rotatie completa: 360°;

Inclinare: cursa de cel putin 75°",

Astfel, contestatorul invedereaza faptul ca in loc sa se ceara un
accesoriu potrivit cu performantele microscopului pe care acesta se
monteaza se solicita unul care permite incarcarea in microscop a
unor probe care pot chiar duce la defectarea microscopului prin
lovirea detectorilor sau coloanei aflate in camera probei, unde este
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instalat platanul motorizat pe care se aseaza proba: cursa maxima a
platanului este de 110 mm pe axele X si Y dar se cere introducerea
unor probe cu diametrul de 150 mm.

4. Contestatorul precizeaza ca echipamentul solicitat este de o
complexitate deosebita si necesita o inalta calificare atat din partea
utilizatorului cat si a specialistilor care trebuie sa asigure suportul
local, inclusiv service-ul. In acelasi timp microscopul solicitat este o
sursa de radiatii ionizante, avand in vedere ca tensiunea de
accelerare este de pana la 30 kV.

In aceste conditii neimpunerea unor conditii in ceea ce priveste
instalarea, montarea si verificarea echipamentului dupa livrare nu ar
putea fi facute legal in aceeasi situatie fiind si efectuarea intretinerii
in garantie si post-garantie.

In acest caz contestatorul considera ca se impune ca prin
caietul de Sarcini sa se solicite si prezentarea Autorizatiei de
Manipulare emisa de CNCAN pentru firma care urmeaza a efectua
instalarea, punerea in functiune, verificarea si intretinerea
echipamentului oferit (pentru ofertant sau pentru firma asociata
autorizata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
Nucleare, conform Legii 111/1996).

Contestatorul mentioneaza ca aceasta cerinta este in
concordanta cu Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509/2011,
publicat in MO 687/28 Septembrie 2011 (atasat ca Document 8,
pag. 5), inclus si de autoritatea contractanta la legislatia aplicabila
in fisa de date a achizitiei. Ordinul mentionat permite cererea de
catre autoritatea contractanta a unor autorizatii CNCAN care
demonstreaza , Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale",
cum este Autorizatia de Manipulare emisa de CNCAN, si nu alte
tipuri de autorizatii. Autorizatia de Securitate Radiologica, ceruta in
caietul de sarcini, este emisa de CNCAN in vederea caracterizarii din
punct de vedere radiologie a unei anumite instalatii (microscop
electronic in cazul de fata) si nu pentru demonstrarea capacitatii de
exercitare a activitatilor de instalare, montare, verificare si
intretinere a instalatiei oferite.

In drept, contestatorul considera ca s-au incalcat urmatoarele
prevederi legale:

- prevederile art. 17 din OUG 34/2006 cu completarile
ulterioare si prevederile art. 2 alin. (1) ale HG 925/2006 cu
completarile ulterioare, deoarece in intocmirea documentatiei de
atribuire nu s-au respectat principiile generale, respectiv
nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea si eficienta
utilizarii fondurilor.

In acest sens, contestatorul arats ca:

a) in caietul de sarcini se copiaza specificatiile tehnice ale
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microscopului SU-70 produs de firma Hitachi, specificand cel putin
un element constructiv unic producatorului Hitachi (detectorul ExB,
air-lock, alte specificatii subliniate in documentele atasate) facand
astfel imposibila participarea altor potentiali ofertanti;

b) alegerea unei solutii constructive particulare, obliga
autoritatea contractanta sa achizitioneze numai echipamentul care
ofera acea solutie particulara la un pret care nu este un rezultat al
liberei concurente ci cel impus de ofertantul care ofera acea solutie
particulara.

- prevederile art. 35 alin. (2) din OUG 34/2006 cu completarile
ulterioare intrucat caietul de sarcini nu contine specificatii tehnice
prin care produsul sa fie descris ,in mod obiectiv, in asa maniera
incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante" ci copiaza
specificatiile tehnice ale microscopului SU-70 produs de firma
Hitachi High-Technologies Corporation;

- prevederile art. 35 alin. (3) din OUG 34/2006 cu completarile
ulterioare intrucat caietul de sarcini nu contine ,caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta" ci se solicita
o anume solutie tehnica particulara;

- prevederile art. 35 alin. (5) din OUG 34/2006 cu completarile
ulterioare intrucat prevederile caietului de sarcini au ca efect
,introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga
concurenta fintre operatorii economici", respectiv solicitarea unei
specificatii particulare, care nu este legata de indeplinirea cerintelor
obiective de analiza sau de caracteristici de performanta
cuantificabile. Concret, daca un producator nu ofera ca solutie
tehnica un detector ExB oferta acestuia va fi descalificata tehnic si
nu va putea intra in faza de comparare pret cu alte oferte;

- prevederile art. 35 alin. (6) din OUG 34/2006 cu completarile
ulterioare intrucat caietul de sarcini nu precizeaza ,performante
si/sau cerinte functionale" ci o anumita solutie tehnica, furnizata de
un singur producator,_fara a se specifica admiterea unei solutii
echivalente, netinand seama ca acelasi nivel sau un nivel superior
de performanta sau de satisfacere a cerintelor functionale pot fi
oferite de o alta solutie tehnica;

- prevederile art. 38 alin. (1) din OUG 34/2006 cu completarile
ulterioare deoarece caietul de sarcini a definit specificatii tehnice
,care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o
licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse";

- Ordinul  presedintelui  Autoritatii  Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509/2011
referitor la autorizatiile speciale posibil de solicitat de autoritatea
contractanta.




in punctul de vedere comunicat prin adresa nr.
150/10.02.2014, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor sub nr. 4101/10.02.2014, ... in calitate de autoritate
contractanta, solicita respingerea contestatiei ca nefondata din
urmé’AcoareIe considerente:

In vederea atribuirii contractului de achizitie publica de produse
~Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati
(EBL) pentru fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa
energie (EDS) si lungimea de unda (WDS)" cod CPV 38511100-1,
prin procedura ,Licitatie deschisa Online", a publicat in SEAP anuntul
de participare nr. ... si in JOUE sub nr. ... din data de 28.01.2014
impreuna cu documentatia de atribuire aferenta oferind astfel
accesul tuturor operatorilor economici interesati sa depuna oferte.

In data de 31.01.2014 ora 18:41, (vineri) dupa terminarea
programului de lucru, ... a transmis prin e-mail o notificare
inregistrata la autoritatea contractanta sub nr. 131/03.02.2013 ora
08:30 (prima zi lucratoare dupa transmiterea e-mailu-lui) prin care
autoritatea contractanta este instiintata ca operatorul economic
intentioneaza sa depuna la CNSC o contestatie privind modul de
intocmire a documentatiei de atribuire publicate pe SEAP. La finalul
notificarii operatorul economic face mentiunea ca: ,inainte de
inaintarea si Inregistrarea contestatiei_pregdtite de noi catre
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor va rugam sa ne
comunicati daca intentionati corectarea Documentatiei de atribuire
(Caietul de sarcini) si care sunt aceste corecturi astfel incat orice
operator economic sa poata participa cu sanse egale la procedura de
achizitie organizata de ... din ... la data de 10.03.2014, cu aplicarea
tuturor dispozitiilor legale aplicabile”.

In data de 03.02.2013 ora 14:39, ... a transmis prin e-mail
contestatia depusa la CNSC, neoferind in acest fel posibilitatea
autoritatii contractante sa verifice si sa raspunda solicitarilor facute
prin notificarea transmisa.

1. Autoritatea contractanta arata ca in contestatia inaintata, la
punctul (1) operatorul economic mentioneaza faptul ca inca din anul
2011 (28.03.2011) si anul 2012 (18.06.2012) a prezentat domnului
Prof.univ.dr. ... ... ... diverse variante ale microscopului electronic
(document 2 si 3 anexa la contestatie), ambele la un pret inferior
celui publicat in documentatia procedurii de achizitie mentionate mai
Sus.

In acest sens, autoritatea contractantd aratd c3 din
documentul nr. 2, anexa la contestatie, reiese ca valoarea
microscopului prezentat ca oferta de operatorul economic este de
1.057.333,00 euro inclusiv TVA, cu mult peste valoarea estimata a
achizitiei (704.514,06 euro inclusiv TVA), perioada de garantie 12
luni de la data procesului verbal de receptie calitativa, termen de
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livrare 6 luni de la incheierea contractului si o durata de valabilitate
a ofertei de 90 de zile de la data de 28 martie 2011. Avand in
vedere datele prezentate, fara a analiza caracteristicile tehnice ale
echipamentului, oferta prezentata la acea data nici nu putea fi luata
in considerare.

De asemenea, autoritatea contractanta precizeaza ca
documentul nr. 3 anexa la contestatie, prezinta oferta pentru un
micoscop care din punct de vedere valoric s-ar incadra in valoarea
estimata a achizitiei, insa, livrarea se face in conditii DAP (DAP
acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul
formalitatilor de vamuire la import), termen de livrare 6 luni,
valabilitatea ofertei 17.09.2012. Produsul ofertat nu intruneste nici
cerintele tehnice ale microscopului dorit de autoritatea contractanta.

2. Referitor la sustinerile contestatorului ,Prin incalcarea
principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie
publica enuntate in Art. 2, par. 2, lit. a) si b) ale O.U.G. 34/2006 si
anume nediscriminarea si tratamentul egal precum si ale
prevederilor Art. 38 (1) si (2) ale aceleiasi ordonante.... Autoritatea
contractanta a intocmit un Caiet de Sarcini care elimina posibilitatea
participarii la procedura a oricarui posibil ofertant cu exceptia firmei
care va oferi microscopul SU-70 produs de Hitachi High-
Technologies Corporation. Asa cum au fost definite in Caietul de
Sarcini "Caracteristici de performanta si functionalitate" referitoare
la microscopul electronic sunt de fapt COPIA specificatiilor tehnice
ale microscopului SU-70”, autoritatea contractanta precizeaza ca la
elaborarea caietului de sarcini s-au tinut cont de prevederile art. 35
din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, autoritatea contractanta mentioneaza ca in caietul de
sarcini sunt definite caracteristici tehnice si de performanta ale
microscopului ce urmeaza a fi achizitionat si care corespund
necesitatilor sale.

De asemenea, autoritatea contractanta precizeaza ca in caietul
de sarcini nu au fost definite specificatii tehnice care indica o
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie.

3. Cu privire la sustinerile contestatorului ,Caietul de sarcini
publicat contine greseli, marcate cu semnul intrebarii in copia
Caietului de sarcini atasata (Document 5)

a) Se cere:

,De asemenea se va demonstra ca sistemul livrat este capabil
sa produca un curent de proba de la 10pA la 300nA la 30kV astfel
incat sa fie imbunatatite analizele EDS si WDS."

iar cdteva paragrafe mai jos:

In intervalul 10 pA sau mai putin si 200 nA sau mai mult la
15kV. La 30kV curentul de proba va trece de 300nA."
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Pe 14nga faptul ca o data se cere ca 300 nA sa fie limita
superioara (prima exprimare) iar apoi sa fie limita inferioara (a doua
exprimare), facem precizarea ca nici un producator de microscoape
electronice SEM cu tun de electroni Schottky, inclusiv Hitachi High-
Technologies Corporation, nu publica in datele oficiale o astfel de
limita. Majoritatea producatorilor publica o limita superioara de 200
nA.

Deoarece nu se specifica in Caietul de Sarcini ca se accepta
declaratii pe proprie raspundere ale producatorilor care sa modifice
datele oficiale publicate pentru un anumit produs si mai mult, la
capitolul "3. Documente insotitoare" al caietului se specifica foarte
clar ca "Nu se vor oferta produse SEM prototip", rezulta ca limita de
300 nA este o greseala”, autoritatea contractanta arata ca in caietul
de sarcini la pct. 1 "CARACTERISTICI DE PERFORMANTA SI
FUNCTIONALITATE" este mentionat: "Sistemul va fi configurat in
asa fel incat toate specificatiile de rezolutie vor putea fi demonstrate
in laboratorul utilizatorului.

De asemenea se va demonstra ca sistemul livrat este capabil
sa produca un curent de proba de la 10pA la 300nA la 30kV astfel
incat sa fie imbunatatite analizele EDS si WDS".

Autoritatea contractanta precizeaza ca aceste cerinte nu sunt
mentionate ca si cerinte tehnice ale microscopului, si sunt
mentionate pentru demonstrarea practica in laboratorul utilizatorului
ca parametrii tehnici solicitati si ofertati corespund intr-adevar
cerintelor autoritatii contractante si ofertei tehnice.

De asemenea, autoritatea contractanta sustine ca afirmatia
contestatorului ,nici un producator de microscoape electronice SEM
cu tun de electroni Schottky, inclusiv Hitachi High- Technologies
Corporation, nu publica in datele oficiale o astfel de limita.
Majoritatea producatorilor publica o limitd superioara de 200 nA”
este falsa.

In acest sens, autoritatea contractanta ataseaza specificatiile
tehnice ale altui producator fata de cel incriminat de contestator in
care este specificata aceasta limita de 300 nA.

b) Autoritatea contractanta nu este de acord cu afirmatia
contestatorului ,La capitolul ,Marirea" al Caietului de Sarcini
(Document 5, pag. 1) se cere: ,Pe un ecran de 21 inci rezolutia este
de pana la 2.000.000 X." In mod evident acesta este o greseala
care poate duce la interpretari diferite, din moment ce rezolutia nu
este adimensionala iar propozitia citata mai sus nu are nici un sens
nici tehnic nici in contextul in care apare”.

Avand in vedere contextul cerintelor de la caracteristica
"Marirea" din Caietul de sarcini, si anume: domeniul minim: de la
25X pana la 800.000X, dimensiunea minima de referinta este 127
mm X 95.30 mm, autoritatea contractanta arata ca mentiunea ca
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"pe un ecran de 21 inci rezolutia este de pana la 2.000.000X" este
pur exemplificativa si nu reprezinta o cerinta.

c) Autoritatea contractanta nu este de acord nici cu afirmatiile
contestatorului ,In legatura cu camera de schimbare a probe (un
accesoriu al microscopului electronic), Caietul de Sarcini (Document
5, pag. 3) mentioneaza caracteristici care nu sunt in concordanta cu
restul cerintelor tehnice.

Astfel, se cere:

,Camera de schimbare probe tip air-lock care sa permita:

Diametru maxim probe prin air-lock: cel pugin 150 mm;

Inaltime maxima probe prin air-lock: cel putin 25mm

Diametru maxim probe prin deschiderea camerei principale:cel
putin 200 mm

Inaltime maxima probe prin deschiderea camerei principale:
cei putin 60mm"

In timp ce pentru platanul motorizat al microscopului pe care
se aseaza proba introdusa prin intermediul acestui accesoriu se cer
urmatoarele caracteristici:

"Platan motorizat pe 5 axe complet eucentric cu posibilitate de
blocare mecanica pentru reducerea eficienta a vibratiilor. Domeniu
maxim de miscare pe axele XY sa fie simetric.

Miscare pe X: cel putin 110 mm;

Miscare pe Y: cel putin 110 mm ;

Miscare pe Z: cel putin 38 mm;

Rotatie completa: 360°;

Inclinare: cursa de cel putin 75°"

Este evident cd in loc sa se ceara un accesoriu potrivit cu
performantele microscopului pe care acesta se monteaza se solicita
unul care permite incdarcarea in microscop a unor probe care pot
chiar duce la defectarea microscopului prin lovirea detectorilor sau
coloanei aflate in camera probei, unde este instalat platanul
motorizat pe care se aseaza proba: cursa maxima a platanului este
de 110 mm pe axele X si Y dar se cere introducerea unor probe cu
diametrul de 150 mm”.

In acest sens, autoritatea contractanta mentioneaza «ca
cerintele solicitate se caracterizeaza prin dimensiuni care pot varia,
oferind astfel posibilitatea operatorilor economici sa oferteze diverse
tipuri de microscoape care se incadreaza in cerintele autoritatii
contractante. In alt context, chiar daca produsele ofertate ar
respecta intocmai parametrii solicitati, niciun utilizator al
microscopului nu ar putea fi lipsit de profesionalism fincat sa
provoace deteriorarea acestuia prin utilizarea necorespunzatoare si
introducerea unor probe care ar depasi anumite limite.

4. Referitor la sustinerea contestatorului ,...consideram ca se
impune ca prin Caietul de Sarcini sa se solicite si prezentarea
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Autorizatiei de Manipulare emisa de CNCAN pentru firma care
urmeaza a efectua instalarea, punerea in functiune, verificarea si
intretinerea echipamentului oferit (pentru ofertant sau pentru firma
asociata autorizata de Comisia Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare, conform Legii 111/1996). Facem mentiunea
ca aceasta cerintda este in concordanta cu ,Ordinul presedintelui
Autoritatii  Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice nr. 509/2011" publicat in MO 687/28 Septembrie
2011 (atasat ca Document 8, vezi pag. 5), inclus si de autoritatea
contractanta la legislatia aplicabild in Fisa de Date a Achizitiei.
Ordinul mentionat permite cererea de catre autoritatea contractanta
a unor autorizatii CNCAN care demonstreaza ,Capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale", cum este Autorizatia de
Manipulare emisd de CNCAN, si nu alte tipuri de autorizatii.
Autorizatia de Securitate Radiologica, ceruta in Caietul de Sarcini,
este emisa de CNCAN in vederea caracterizarii din punct de vedere
radiologic a unei anumite instalatii (microscop electronic in cazul
nostru) si nu pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a
activitatilor de instalare, montare, verificare si intretinere a
instalatiei oferite”, autoritatea contractanta arata ca obiectul
contractului de achizitie publica este furnizarea unui: "Microscop
electronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru
fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si
lungimea de wunda (WDS), inclusiv instruirea personalului
achizitorului de catre specialistii ofertantului timp de minim 10 zile
lucratoare la sediul achizitorului®.

Autoritatea contractanta precizeaza ca obiectul achizitiei nu
include si instalarea echipamentului. Autorizatia de Securitate
Radiologica de produs este solicitata in documentatia de atribuire la
pct. IV.4.1 "Modul de prezentare a propunerii tehnice" si nu face
obiectul Ordinului 509/2011 privind formularea criteriilor de
calificare si selectie.

Pentru sustinerea afirmatiilor autoritatea contractanta prezinta
extrase din Legea 111/1996:

"Autorizatia de manipulare

Autorizatia de manipulare se elibereaza in faza unica.

Pentru activitatile de instalare - montare se considera ca
beneficiarul este autorizat daca indeplineste una din urmdatoarele
conditii:

a) pentru instalatiile radiologice supuse inregistrarii,
beneficiarul face dovada achizitionarii legale a acestora si instalatiile
au autorizatie de securitate radiologica de produs;

Se interzice desfasurarea de activitati din cadrul practicii de
manipulare la beneficiari neautorizati conform Legii nr. 111/1996
sau pentru instalatii radiologice si surse de radiatie fara autorizatie
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de securitate radiologica de produs”.

Fata de cele mentionate autoritatea contractanta considera
nefondata contestatia depusa de ....

Prin adresa nr. ... 01076.PB/18.02.2014 inregistrata la Consiliu
sub nr. 5044/18.02.2014, contestatorul raspunde la puctul de
vedere formulat de autoritatea contractanta prin adresa nr.
150/10.02.2014.

Contestatorul invedereaza faptul ca acest punct de vedere al
autoritatii contractante inregistrat la C.N.S.C. la 10.02.2014 i-a fost
comunicat in data de 13.02.2014, incalcandu-se termenul de o zi
lucratoare stipulat la art. 2563, alin. (1) si art. 271 alin. (2). In
acest sens contestatorul ataseaza copia punctului de vedere primit
pe fax de la autoritatea contractanta.

De asemenea, contestatorul invedereaza faptul ca pana la data
de 17.02.2014 niciunul dintre documentele inaintate de societatea
sa autoritatii contractante, respectiv Notificarea nr. .../31.01.2014
si contestatia inregistrata la C.N.S.C. cu nr. ... nu au fost
publicate pe SEAP pentru informarea tuturor potentialilor
participanti la procedura, incalcandu-se astfel prevederile art.
271 alin. (2).

Contestatorul arata ca autoritatea contractanta solicita
respingerea contestatiei sale nefondata sustinand urmatoarele:

a) Ofertele prezentate de societatea sa in 2011 si 2012,
anterior organizarii procedurii de achizitie, sunt neconforme din
punct de vedere pret (prima oferta) sau conditii comerciale (a doua
oferta).

b) La elaborarea caietul de sarcini s-a tinut cont de prevederile
art. 35 din OUG nr. 34/2006.

c) Nu exista greseli in caietul de sarcini:

cl) limita de 300 nA nu ar face parte din ,cerinte tehnice
ale microscopului, si sunt mentionate pentru demonstrarea practica
in laboratorul utilizatorului ca parametrii tehnici solicitati si ofertati
corespund intr-adevar cerintelor autoritatii contractante"

c2) ar exista un producator care ofera o limita de 300 nA
dar numele acestuia nu poate fi comunicat pentru ca nu s-ar
respecta principiile scopul OUG 34/2006 precum si principiile care
stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica (Art. 2 din
OUG 34/2006)

c3) rezolutia de 2.000.000x pe un ecran de 21' ar fi pur
~exemplificativa"

c4) camera de schimbare a probelor solicitata in caietul de
sarcini (accesoriu al microscopului) ar fi corect definita.

d) Ofertantii nu ar trebui sa prezinte Autorizatia de Manipulare
emisa de CNCAN pentru tipul de echipament oferit.

Fata de sustinerile de mai sus prezentate in punctul de vedere
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al autoritatii contractante, contestatorul face urmatoarele precizari:

Referitor la punctul (3), paragraf a) de mai sus

Contestatorul arata ca urmare a selectarii pentru finantare a
proiectului ,Dezvoltare CDI - Institut de Cercetare Stiintifica si
Tehnologica Multidisciplinara", ID 916, cod SMIS ..., cofinantat prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR, Axa Prioritara 2,
Domeniul de interventie D 2.2, Operatiunea 02.2.1., a fost creat un
website personalizat care sa prezinte toate fazele de realizare a
proiectului. Acest website are adresa http://916.icstm.ro/ iar la
capitolul ,Dotari" (adresa ... apare lista completa a echipamentelor
asa cum acesta a fost declarata la depunerea proiectului. In acest
sens, contestatorul ataseaza aceasta lista (Anexa PV3), asa cum
apare ea pe website, de la inceputul existentei website-ului.

Contestatorul solicita Consiliului sa constate ca la pagina 2 a
Anexei PV3 apare descrierea echipamentului aprobat pentru
finantare:

Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de ioni dirijati
(FIB)" cu urmatoarele caracteristici: ,Vid ultrainalt 10°® torr;
rezolutie 0,8 nm la 30 keV; 3 nm la 1 KeV; tensiunea de accelerare
intre 200 V si 30 kV, curentul de proba reglabil de la 0,5 la 2 mA;
coloana optica cu 2 pompe ionice diferentiale pentru micro/nano
machining si_litografie cu flux de ioni".

Contestatorul precizeaza ca ambele oferte prezentate de
societatea sa in 2011 (,Microscop electronic SEM/FIB cu fascicul
dublu” model Quanta 3D FEG) si 2012 (atasate contestatiei ca
document 2 si document 3), se refera tocmai la un astfel de
microscop, adica Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de
ioni dirijati (FIB), adica cu fascicul dublu, capabil sa realizeze
litografie cu flux de ioni.

Deoarece astfel de microscoape au practic doua coloane (una
de electroni si una de ioni), fiind mult mai complexe decat un simplu
microscop de baleiaj (SEM) era normal ca pretul sa fie mult mai
mare.

Totusi, contestatorul arata ca in urma intalnirii avute la sediul
autoritatii contractante cu DI. Prof. Dr. ... ..., pentru prezentarea
primei oferte, intalnire la care a participat si directorul regional al
producatorului FEI Company, ..., si unde i-a fost comunicat ca
bugetul achizitiei pentru acest echipament este de aproximativ 500
000 Euro dar ca se doreste acelasi microscop SEM echipat cu
fascicul de ioni, producatorul a hotarat acordarea unui discount
substantial pentru un alt tip de microscop (,VERSA 3D LoVac
DualBeam)_care corespundea cerintelor si modelului de microscop
solicitat prin proiect.

Contestatorul arata ca pentru oferta prezentata de societatea
sa in 2012, cu pret sub cel declarat ca buget al achizitiei, autoritatea
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contractanta sustine in mod gresit ca aceasta nu ar fi conforma
deoarece specifica un pret DAP care ar acoperi formalitatile de
vamuire la export dar nu ar include costul formatiunilor de vamuire
la import. Interpretarea data de autoritatea contractanta este
adevarata pentru marfurile extracomunitare, care nu sunt scutite de
la plata taxelor de import dar microscopul oferit, fiind produs de FEI
Company in fabrica proprie din Brno, Cehia,_este scutit de taxe. In
oferta se precizeaza clar: ,DAP Brno/Named place of destination;
receiving dock in Europe Zone 2 (T-3)" (document 3 atasat
contestatiei, pagina 2, tabel poz. 21).

De asemenea, contestatorul arata ca pentru oferta prezentata
de societatea sa in 2012 autoritatea contractanta sustine ca
J,Produsul oferta nu intruneste nici cerintele tehnice ale
microscopului dorit de autoritatea contractanta".

Contestatorul nu intelege la care cerinte se refera autoritatea
contractanta, la cerintele formulate in proiectul pe baza caruia s-a
obtinut finantarea prin contractul incheiat la 28.09.2010, singurul
document oficial publicat si pe baza caruia socieatatea sa a
prezentat ofertele sau la cerintele formulate in caietul de sarcini
publicat pe SEAP la data de 24.01.2014.

Contestatorul solicita Consiliului sa constate ca echipamentul
solicitat in caietul de sarcini contestat este fundamental diferit fata
de cel solicitat in proiectul pe baza caruia s-a obtinut finantarea iar
ofertele facute de societatea sa in 2011 si in 2012 sunt conforme cu
echipamentul aprobat prin proiect.

Astfel, in caietul de sarcini, autoritatea contractanta schimba
tipul de microscop solicitat prin proiect iar in loc de:

Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de ioni dirijati
(FIB), adica cu fascicul dublu, capabil sa realizeze litografie cu flux
de ioni.

Solicita:

Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni
dirijati (EBL) pentru fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa
energie (EDS) si lungimea de unda (WDS).

Contestatorul precizeaza ca microscopul solicitat prin caietul de
sarcini nu mai trebuie dotat cu cea dea doua coloana, cea pentru
fasciculul de ioni dirijati (care permitea si litografia cu_flux de ioni) ci
este un simplu microscop de baleiaj (SEM),_numai cu fascicul de
electroni dar care este dotat cu posibilitate de litografie cu_flux de
electroni (EBL = Electron Beam Lithography), cu spectrometru EDS
si WDS.

Contestatorul mentioneaza ca s-a incercat inducerea in eroare
a unor persoane mai putin avizate, denumind echipamentul in
caietul de sarcini ca fiind ,SEM cu fascicul de electroni dirijati"
(oricum un pleonasm deoarece orice SEM, prin definitie lucreaza cu
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un fascicul de electroni dirijati) ca sa semene cu ceea ce era scris in
proiect (fascicul de ioni dirijati) si folosirea unei prescurtari
consacrate (EBL) in locul alteia folosite in proiect (FIB - Focus Ion
Beam - fascicul focalizat de ioni).

Ca atare, contestatorul considera ca ofertele prezentate de
societatea sa anterior licitatiei si pe care le-a adus in discutie numai
pentru a demonstra ca a avut si are un interes fata de aceasta
achizitie ca potential ofertant, au corespuns scopului declarat de
catre autoritatea contractanta la momentul depunerii proiectului si
nu are sens sa fie considerate acum ca neconforme din moment ce
autoritatea contractanta a schimbat scopul achizitiei si nu acestea
sunt oferte prezentate in procedura.

Schimbarea scopului achizitiei va fi constatata de comisia care
va analiza implementarea proiectului, daca procedura va continua
pe baza caietului de sarcini in discutie, iar autoritatea contractanta
poate fi obligata sa returneze integral banii cheltuiti pe un alt
echipament decat cel declarat in proiect.

Referitor la punctul (3), paragraf b) de mai sus:

Contestatorul arata ca autoritatea contractanta afirma, fara sa
demonstreze in nici un fel ca ,la elaborarea Caietul de Sarcini s-a
tinut cont de prevederile Art. 35 din OUG 34/2006".

Dupa ce citeaza alineatele (2)-(5) din art. 35 al OUG nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare afirma ca ,in
Caietul de Sarcini nu au fost definite specificatii tehnice care indica o
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert,_un brevet de inventie, o licenta de
fabricatie".

Contestatorul precizeaza ca in opozitie cu cele afirmate de
autoritatea contractanta, a aratat in detaliu in contestatia depusa,
cum aproape in totalitate caracteristicile tehnice solicitate in caietul
de sarcini la capitolul ,1. Caracteristici de performanta si
functionalitate" sunt copiate din prospectele publicate de firma
Hitachi High-Technologies Corporation, Japonia, pentru microscopul
SuU-70.

De asemenea, a aratat ca in brosura microscopului SU-70
atasata contestatiei ca Document 7, la pagina 3 (paragraf incadrat
si notat cu BR) apare aceeasi descriere (dar in limba englezad) a
detectorului ca si in caietul de sarcini, pagina 2 (paragraf incadrat si
notat cu BR).

Contestatorul invedereaza faptul ca paragraful subliniat in
brosura publicata de Hitachi High-Technologies Corporation, Japonia
incepe cu: ,Hitachi's patented (P3081393) ExB system design..."
ceea ce indica faptul ca detectorul respectiv este patentat, adica
este protejat de un brevet de inventie si reprezinta o licenta de

fabricatie.
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Deoarece in caietul de sarcini nu exista mentiunea ca se poate
oferi un detector cu caracteristici echivalente sau superioare,
contestatorul considera ca si din aceasta cauza sunt incalcate
prevederile art. 35 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Referitor la punctul (3), paragraf c1) de mai sus

Contestatorul precizeaza ca in contestatia depusa a aratat ca
limita curentului de proba de 300 nA este mentionata de doua ori in
caietul de sarcini (document 5 atasat contestatiei) si anume:

1) pagina 1 (paragraf notat cu ,?"): ,De asemenea se va
demonstra ca sistemul livrat este capabil sa produca un curent de
proba de la 10 pA la 300 nA la 30 kV astfel incat sa fie imbunatatite
analizele EDS si WDS"; 300 nA este definit aici ca limita superioara

2) pagina 2 (paragraf notat cu ,?"):: ,La 30 de kV curentul de
proba va trece de 300 nA"; 300 nA nu mai este limita superioara si
curentul de proba ar trebui sa fie mai mare.

Din cele aratate mai sus, contestatorul considera ca undeva
este o greseala care trebuie corectata, insa atoritatea contractanta
sustine contrariul in punctul sau de vedere si face o afirmatie fara
nici un fel de temei: ,Aceste cerinte nu sunt mentionate ca si cerinte
tehnice ale microscopului, si sunt mentionate pentru demonstrarea
practica in laboratorul utilizatorului ca parametrii tehnici solicitati si
ofertati corespund intr-adevar cerintelor autoritatii contractante si
ofertei tehnice".

Desi sensul afirmatiei de mai inainte este greu de descifrat,
contestatorul aratd ca in esenta se sustine ca de fapt cerintele
referitoare la curentul de proba nu sunt cerinte tehnice ale
microscopului, cu toate ca acestea apar clar scrise in caietul de
sarcini la capitolul , Caracteristici de performanta si functionalitate".

Contestatorul intelege ca anumite cerinte formulate in caietul
de sarcini sunt doar facultative si nu obligatorii.

Contestatorul sustine in continuare ca definirea curentului de
proba solicitat pentru microscopul electronic trebuie corectata.

Referitor la punctul (3), paragraf c2) de mai sus

Autoritatea contractanta afirma ca sustinerea din contestatie,
potrivit careia 200 de nA este limita maxima pentru curentul de
proba publicata de majoritatea producatorilor, ar fi falsa si ataseaza
punctului sau de vedere specificatiile tehnice publicate de un
producator pentru a-si demonstra afirmatia, precizand ca nu poate
comunica si contestatorului aceste specificatii ,pentru respectarea
principiilor enumerate la art. 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare".

Contestatorul considera ca aceasta sustinere a autoritatii
contractante este falsa, iar conform art. 274 alin. (4), poate avea
acces la documentele aflate in dosarul achizitiei publice depuse de
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autoritatea contractanta la Consiliu, precizdnd ca acest lucru il va
solicita separat Consiliului.

Contestatorul sustine in continuare ca limita superioara pentru
curentul de proba publicata de majoritatea producatorilor de
microscoape SEM cu tun de electroni tip Field Emission: ZrO/W
Schottky sau echivalent (asa cum este solicitat in caietul de sarcini)
este 200 nA iar limite mai mari pot fi eventual intadlnite la asa
numitele microsonde sau Electron Probe Microanalyzer (EPMA) care
nu fac parte din clasa SEM, sunt o clasa separata de microscoape
electronice, optimizate pentru analize EDS sau WDS dar nu pot fi
utilizate pentru litografie sau la microscoape cu filament de wolfram.
Astfel de microsonde sunt de exemplu JEOL JXA-8530F (tun de
electroni tip Field Emission, curent de proba de pana la 500 nA) sau
JEOL JXA-8230 (tun de electroni cu filament de wolfram, curent de
proba de pana la 10 pA).

Referitor la punctul (3), paragraf c3) de mai sus

Contestatorul finvedereaza faptul ca explicatia data de
autoritatea contractanta duce la concluzia ca anumite cerinte din
caietul de sarcini nu sunt obligatorii ci doar facultative:
»...mentiunea ca ,pe un ecran de 21 inci rezolutia este de pana la
2.000.000x" este pur exemplificativa si nu reprezinta o cerinta".
Deoarece caietul de sarcini trebuie sa contina caracteristici minimale
obligatorii si nu cerinte care autoritatea contractanta le poate
considera la alegere ca fiind facultative, contestatorul sustine ca in
acest caz caietul de sarcini trebuie rescris iar procedura trebuie
reluata.

Contestatorul sustine in continuare ceea ce a afirmat si in
contestatia: rezolutia nu este o marime adimensionald, deci
exprimarea ,rezolutia este de pana la 2.000.000x" nu are nici un
sens fizic.

Referitor la punctul (3), paragraf d) de mai sus

Contestatorul arata ca autoritatea contractanta sustine ca
prezentarea Autorizatiei de Manipulare nu ar fi necesara, aducand
un argument care evident nu poate avea nici o sustinere: ,Obiectul
achizitiei nu include si instalarea echipamentului”.

Contestatorul se intreaba cum se va face receptia
echipamentului. Se va plati un echipament care nu se stie daca
functioneaza sau nu? Cum se va face ,instruirea personalului
achizitorului de catre specialistii ofertantului timp de minim 10 zile
lucratoare la sediul achizitorului" asa cum se precizeaza in fisa de
date a achizitiei si cum subliniaza din nou autoritatea contractanta
in punctul sau de vedere.

Contestatorul arata ca Autorizatia de Manipulare este necesara
pentru instalarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea si
dezmembrarea instalatiilor radiologice, categorie in care se
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incadreaza si microscoapele electronice.

Efectuarea acestor activitati fara o autorizatie valabila emisa de
CNCAN contravine legii 111/1996.

Autorizatia este eliberata persoanelor juridice din Romania sau
din alta tara pe baza unor documente care atesta calificarea
personalului implicat in desfasurarea activitatilor, a unor examene
care sunt date de personalul autorizat in urma carora acestea pot
obtine Permise de Exercitare, precum si in urma detinerii unei
aparaturi speciale de masurare doza a radiatiei emise (de asemenea
autorizata de CNCAN) si a demonstrarii faptului ca exista manualele
de mentenanta si service pentru echipamentul pentru care se cere
autorizarea.

Ca atare o astfel de autorizatie demonstreaza ,Capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale" asa cum dealtfel este considerat
si in ,Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509/2011"
publicat in MO 687/28 Septembrie 2011 si asigura autoritatea
contractanta ca exista o companie care poate asigura legal
instalarea echipamentului pe care il achizitioneaza.

Deoarece scolarizarea la producator a personalului care
urmeaza a fi autorizat (pentru tipul de instalatie oferit), examenele
pe care trebuie sa le sustina la C.S.E.N. si CNCAN, procurarea si
autorizarea aparaturii cu care se fac masuratorile de doza si
autorizarea acesteia precum si indeplinirea celorlalte cerinte impuse
de CNCAN pentru eliberarea Autorizatiei de Manipulare valabila
pentru o anumita instalatie radiologica (pentru un anumit tip de
microscop) si timpul de evaluare a documentatiei in vederea
autorizarii sunt factori a caror durata pur si simplu nu se poate
estima, autoritatea contractanta isi asuma riscul sa nu poata instala
microscopul, sa nu-l poata receptiona si deci sa nu-l poata folosi in
timpul declarat in proiect ca perioada de implementare.

Contestatorul arata ca Autorizatia de Securitate Radiologica
este necesara numai pentru instalatii radiologice (microscoape)
fabricate in afara Comunitatii Europene, deci obtinerea unei astfel
de autorizatii este_imposibila pentru firma sa ca potential ofertant
deoarece microscoapele electronice pe care societatea sa le poate
oferi sunt produse de partenerul sau extern in Comunitatea
Europeana.

Fata de cele antementionate, contestatorul considera ca
impunerea prezentarii Autorizatiei de Securitate Radiologica in
caietul de sarcini publicat este o conditie-restrictiva, care limiteaza
concurenta egala a potentialilor participanti, incalcandu-se in acest
fel principiile enuntate la art. 2, alin. 2 al OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare._Se ajunge astfel la situatia
absurda ca un echipament produs in Comunitatea Europeana sa fie
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exclus arbitrar din licitatie in conditiile in care cofinantarea este
facuta chiar din fonduri europene.

Analizand sustinerile partilor si documentele depuse la dosarul
cauzei, Consiliul constata urmatoarele:

. In calitate de autoritate contractanta, a organizat procedura
de licitatie deschisa online, pentru atribuirea contractului de achizitie
publica de furnizare, avand ca obiect ,Microscop electronic (SEM)
echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si
spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda
(WDS)"”, cod CPV 38511100-1, 79632000-3. In acest sens a
elaborat documentatia de atribuire aferenta si a publicat in SEAP
anuntul de participare nr. ..., criteriul de atribuire stabilit fiind
»pretul cel mai scazut”.

Pe fondul contestatiei formulate de catre ... Consiliul retine:

1. In esenta, contestatorul sustine incalcarea de catre
autoritatea contractanta a prevederilor art. 38 alin (1) din O.U.G.
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
introducerea de specificatii tehnice care indica un unic anumit
produs si anume microscopul SU-70 produs de Hitachi High-
Technologies Corporation.

Potrivit prevederilor art. 38 din O.U.G. nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare:

JArt. 38. - (1) Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor
specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie,
un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet
de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel
de indicatie, dar numai in mod exceptional, in situatia in care o
descriere suficient de precisa si inteligibilda a obiectului contractului
nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 si 36 si numai
insotita de mentiunea sau echivalent.”

In fapt, chiar daca contestatorul a prezentat o serie de
specificatii tehnice din caietul de sarcini similare cu datele tehnice
oficiale publicate de producatorul Hitachi High-Technologies
Corporation pe website-ul propriu, Consiliul constata ca in caietul de
sarcini au fost prevazute limite maximale/minimale ale diverselor
caracteristici si nu caracteristici fixe impuse.

Consiliul admite faptul ca autoritatea contractanta a utilizat
anumite caracteristici ale microscopului SU-70, produs de Hitachi
High-Technologies Corporation, ca cerinte minimale ale produsului
care urmeaza a fi achizitionat dar nu considera aceste specificatii ca
fiind Tncalcari ale prevederilor art. 38 alin (1) din O.U.G. nr.34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, din urmatoarele motive:

a) modalitatea de descriere a specificatiilor tehnice solicitate
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respecta principiile care stau la baza atribuirii contractelor de
achizitie publica, fiind prevazute (asa cum am mentionat anterior)
limite maximale/minimale ale diverselor caracteristici si nu
caracteristici fixe impuse, ceea ce permite ofertarea unor produse cu
caracteristici superioare.

b) complexitatea si specificitatea deosebita a produsului care
urmeaza a fi achizitionat, ,Microscop electronic (SEM) echipat cu
fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si
spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda
(WDS)” , adica un microscop electronic cu destinatii si caracteristici
speciale evaluat la o suma considerabila de peste 700.000 euro,
face aproape imposibila descrierea specificatiilor tehnice cuprinse in
caietul de sarcini ,astfel incat sa permita participarea cu sanse egale
a oricarui ofertant”, mai exact, documentatia permite oricum
nediscriminatoriu participarea oricarui ofertant (comerciant) dar
limiteaza drastic variantele constructive care pot fi achizitionate,
ceea ce, avand in vedere cele de mai sus, este o situatie apreciata
ca logica si acceptabila de catre Consiliu.

c) inca o data, avand in vedere complexitatea si specificitatea
deosebita a produsului care urmeaza a fi achizitionat, Consiliul
apreciaza ca in caietul de sarcini sunt definite caracteristici tehnice
si de performanta ale microscopului ce urmeaza a fi achizitionat si
care corespund necesitatilor deosebit de complexe si specifice ale
autoritét;ij contractante.

2. In ceea ce piveste critica contestatorului referitoare la
greselile din caietul de sarcini Consiliul retine in solutionare
urmdtoarele:

a) In caietul de sarcini cap. 1. ,Caracteristici de performanta si
functionalitate” au fost precizate ,rezolutiile garantate” in diferite
ipostaze fiind precizat si faptul ca ,se va demonstra ca sistemul
livrat este capabil sa produca un curent de proba de Ia 10pA la
300nA la 30kV astfel incat sa fie imbunatatite analizele EDS si
WDS". Sub titlul ,,Curent de proba” s-a precizat ca ,in intervalul 10
pA sau mai putin si 200 nA sau mai mult la 15kV” cat si ca ,La 30kV
curentul de proba va trece de 300nA”.

Astfel, Consiliul constata faptul ca exista o contradictie
flagranta intre prima solicitare (curent de proba de la 10pA la 300nA
la 30kV) si cea referitoare la faptul ca /a 30kV curentul de proba va
trece de 300nA. Avand 1in vedere faptul ca se solicita
demonstrarea producerii unui curent de proba in intervalul 10 pA-
300 nA la tensiunea de 30 kV, precizarea ulterioara (si gresita) nu
mai are niciun rost, urmand a fi eliminata solicitarea ca ,La 30kV
curentul de proba va trece de 300nA".

b) Faptul ca in caietul de sarcini, capitolul 1. ,Caracteristici de
performanta si functionalitate” sub titlul ,Marirea" s-a precizat faptul
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ca ,,Pe un ecran de 21 inci rezolutia este de pana la 2.000.000 X", in
opinia Consiliului, nu poate fi considerata ca fiind o solicitare, asa
cum afirma contestatorul, aceasta fiind o simpla exemplificare
privitoare la ,marirea” solicitata.

c) In caietul de sarcini cap. 1. ,Caracteristici de performanta si
functionalitate” sub titlul ,Suportul pentru Probe” s-a solicitat
~Platan motorizat pe 5 axe complet eucentric cu posibilitate de
blocare mecanica pentru reducerea eficienta a vibratiilor. Domeniu
maxim de miscare pe axele XY sa fie simetric.

Miscare pe X: cel putin 110 mm,

Miscare pe Y: cel putin 110 mm;

Miscare pe Z: cel putin 38 mm;

Rotatie completa: 360°;

Inclinare: cursa de cel putin 75°".
iar sub titlul ,Camera de schimbare probe tip air-lock inclusa” s-a
precizat ca aceasta camera de schimbare probe ,sa permita:
Diametru maxim probe prin air-lock: cel putin 150 mm,

Inéltime maxim& probe prin air-lock: cel putin 25 mm

Diametru maxim probe prin deschiderea camerei principale: cel
putin 200 mm;

Indltime maxima probe prin deschiderea camerei principale: cel
putin 60mm”,

Avand in vedere aceste cerinte, Consiliul nu poate retine ca
intemeiate sustinerile autoritatii contractactante referitoare la faptul
ca ,cerintele solicitate se caracterizeaza prin dimensiuni care pot
varia, oferind astfel posibilitatea operatorilor economici sa oferteze
diverse tipuri de microscoape care se incadreazd in cerintele
autoritatii contractante” si nici cele referitoare la faptul ca ,chiar
daca produsele ofertate ar respecta intocmai parametrii solicitati,
niciun utilizator al microscopului nu ar putea fi lipsit de
profesionalism incdt sa provoace deteriorarea acestuia prin
utilizarea necorespunzatoare si introducerea unor probe care ar
depasi anumite limite”, avand in vedere faptul ca diferentele de
dimensiuni (in special diametrul maxim) al platanului motorizat pe 5
axe fata de camera de schimbare probe sunt considerabile fiind
necesara o corelare intre acestea, respectiv, fie prin reducerea
dimensiunilor camerei de probe la dimensiunile platanului, fie prin
marirea dimensiunii platanului la dimensiunile camerei de probe.

3. Consiliul nu poate retine ca Iintemeiate sustinerile
contestatorului referitoare la faptul ca ,se impune ca prin caietul de
Sarcini sa se solicite si prezentarea Autorizatiei de Manipulare emisa
de CNCAN pentru firma care urmeaza a efectua instalarea, punerea
in functiune, verificarea si intretinerea echipamentului oferit (...)",
acand in vedere faptul ca obiectul contractului de achizitie publica in
cauza este furnizarea unui ,Microscop electronic (SEM) echipat cu
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fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si
spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda
(WDS)”, ceea ce nu implica activitati ce impun detinerea
Autorizatiei de Manipulare emisa de CNCAN, respectiv, verificarea si
intretinerea echipamentului oferit.

In ceea ce priveste activitatile de instalare, punere in functiune
si scolarizarea personalului, activitati care, potrivit documentatiei de
atribuire, sunt in sarcina ofertantului, in opinia Consiliului, chiar
daca nu s-a solicitat in mod expres detinerea autorizatiilor specifice
emise de CNCAN, ofertantul castigator va avea obligatia de a
desfasura aceste activitati in conformitate cu prevederile Legii
111/1996, care sanctioneaza penal (art. 44 din Legea nr. 111/1996)
nerespectarea acestora.

Este evident faptul ca autoritatea contractanta avea
posibilitatea de a solicita detinerea Autorizatiei de Manipulare emisa
de CNCAN in cadrul fisei de date a achizitiei (si nu in caietul de
sarcini !l la «cap. 1III.2.3.a) ,capacitatea tehnica si/sau
profesionald”, insa dispozitiile art. 176 din O0.U.G. nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, se refera la exclusiv Ia
dreptul (nu si obligatia!) autoritatii contractante de a aplica criterii
de calificare si selectie.

In ceea ce priveste critica contestatorului privitoare la
restrictivitatea solicitarii prezentarii Autorizatiei de Securitate
Radiologica, Consiliul constata tardivitatea acesteia, avand in vedere
faptul ca aceasta critica a fost formulata in adresa nr. ...
.../18.02.2014, inregistrata la Consiliu sub nr. 5044/ 18.02.2014,
cu 15 zile dupa depunerea contestatiei, mai mult cu 26 de zile dupa
data luarii la cunostiinta despre solicitarea considerata a fi
restrictiva. i

Pentru considerentele anterior expuse, in In temeiul
dispozitiilor art. 278 alin. (2) si alin. (4) din O0.U.G. nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul va admite in parte
contestatia formulata de catre ... in contradictoriu cu ... si va
dispune modificarea caietului de sarcini prin:

- eliminarea solicitarii ,La 30kV curentul de proba va trece de
300nA”.

- corelarea dimensiunii platanului motorizat pe 5 axe cu
dimensiunile camerei de schimbare probe, avandu-se in vedere
motivarea prezentei.

In temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) si alin. (6) din OUG
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune
continuarea procedurii de atribuire, dupa efectuarea celor mai sus
dispuse, prin publicarea modificarilor impuse in SEAP si stabilirea
unui nou termen de depunere a ofertelor de minim 15 zile de la
publicarea modificarilor in SEAP.
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in temeiul dispozitilor art. 278 alin. (5) din O.U.G.
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respinge ca
nefondate celalalte capete de cerere formulate de contestator.

PRESEDINTE COMPLET

MEMBRU COMPLET MEMBRU COMPLET
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